P
A",

SCIENCE ET surface d’un implant dentaire
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Obiet . Caractérisation physico-chimique de la surface d’un implant dentaire

Techniques : MEB-EDS, XPS, ToF-SIMS et rugosité

v'Composition morphologique et chimique de la surface
v Nanotopographie, défauts de porosité (fissures, résidus de sablage, contaminations...)
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Conclusion :

La corrélation des techniques MEB-EDS, XPS, ToF-SIMS et de la rugosité permet
d’établir une carte d’identité et une codification des caractéristiques morphologiques et
chimiques de la surface d’un implant dentaire.
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